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Patents do Invencion: “MPATODO Y DISPOSITIVO DH
DIAGNOSIS DH FALLO DR
FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”
Solicitada por: HONDA GIKEN KOQYO KABUSHIKI
KAISBHA
Domiciliada en: Tokio, Japén
DHESTINO: 08

ol'lmlnth RUBIO CAMACHO, mayor de edad, vecino de Bogotd, identificado con la cédula de
ciudadante nimero 17.192.062 de Bogots, sctuando como spoderada del negocio de la referencis,
enconl:indomodeulmdelurminnlegllpunducontuhnidnlllutopm{oﬁ&opormmlpm]w,m
permito anexar los siguientes documentos y aclarar:

1.-  Adjunto documento de cesion otorgado por los Setiores Shigeo NOMURA, Tomoyuki SAKAT;
Bomitama OUAWA y Yoshiaki TAKBUCHI s favor de la socisded HONDA GIKHN
KOGYO KABUSHIKI KAISHA; debidamente legalizado por el sistema de Apostille, por
medio dal cnal ceden todos los derechos posetdos sobre la prements invendién a favor do mi
representada.

2 Ellugar do constitucion de la sociedsd HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA e
TOKIO, JAPON.

3.-  Acompafio copis legalizada por el sistema do Apostille, con su debida traduccion oficial, de la
. primera solicitud de la patente No. 2000-202503 presentada en Japsn el 04 de julioc de 2.000,
por medio de la cual se reivindico una de lag prioridades mencionadas en la solicitud de la citads

pateate.

Hasbiendo cumplido con las exigenciss do] examen de forma, solicito se comtimie con el trimite
eomsponclionte.

Del Sefior Superintendents,

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17192.062 de Bogots
T.P.A. 50.007 Consejo Suparior
De la Judicstura
COD. 4134
524-026/pi
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ASSIGNMENT

The undersigned

(1) Shigeo NOMURA
(2) Tomoyuki SAKAI
(3) Sumitaka OGAWA
(4) Yoshiaki TAKEUCHI

Domiciled in

(1) and (2)

C/o Oki Electric Industry Co., Lid, 7-
12, Toranomon 1-chome,Minato-ku,
Tokyg,Japan

(3) and (4)

C/o Kabushiki Kaisha Honda Gijutsu
Kenkyusho, 4-1, Chuo 1-chome,
Wako-shi, Saltama, Japan

State under oath to be the sole and
true Inventor of the Patent

“*FAULT DIAGNOSIS METHOD AND
DEVICE OF SENSOR FUNCTION"

State as well, that assigns, without
reservations or limitations, In favor
of

HONDA GIKEN KOGYQO KABUSHIKI
KAISHA

Domiclle In
1-1, Minamiacyama
Minato-ku, Tokyo, Japan

2-chome,

All rights inherent to sald invention
and that the above mentioned
company hereby Is enable to apply,
in Its name, for the corresponding
patent in the Republic of Colombia

This document must be notartred and
legalized by Apostile. April 2, 2002

(1) 5;:.::10 A/Dh.ard. (2)

CESION

El abajo fimante

(1) Shigeo NOMURA
(2) Tomoyukl SAKAI
(3) Sumitaka OGAWA
(4) Yoshiaki TAKEUCHI

Domiclliado en

(1) and (2)

C/o Ok Hectric Industry Co., Lid, 7-
12, Toranomon 1-chome,Minato-iu,
TokyoJapdn

(3) and (4)

C/o Kabushiki Kaisha Honda Gijutsu
Kenkyusho, 4-1, Chuo 1-chome,
Wako-shi, Saitama, Japén

Declara bajo juramento ser (nico y
verdadero Inventor de la Patente

“"METODO Y DISPOSITIVO DE
DIAGNOSIS DE FALLO DE
FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”

Declara asl mismo que cede y
transfiere, sin limitaciones, a favor
de

HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA

Domidiliada en
1-1, Minamlagyama
Minato-ku, Tokyo, Japén

2-chome,

Todos los derechos Inherentes a
dicha Invendén y que la citada
socdedad queda facultada para
solicitar en su nombre |a patente
correspondiente en la Republica de
Colombia

Este documento debe ser legalizado ante
Notario y Apostiia.

Tumoyukl‘ S’lhi

(4)

(3) S um'\'(qltn O@aum

Yoshiaki Takeuchi
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- .Registration No. 52? . 2002
NOTARIAL CERTIFICATE
I, the undersigned Notary, do hereby cartify that
M. Hideyuki SHIOBARA . an agent of Mr. Shigeo NOMURA,

Mr. Tomoyukl SAKAI, Mr. Sumitaka OGAWA and Mr. !o;hia.ki TAKEUCHI who
have been authorized to sign the attached document, has stated in my
very presence that sald Mr. Shigeo NOMURA, Mr. Tomoyukl SAKAI,

Mr. Sumitaka OGAWA and Mr. Yoshlaki TAKEUCHI acknowledged themselves

to have signed the attached document and that their signatures are

true and genulne.

Dated: on this 18™ day of April , 2002

1

AKIRA KITANI _

\ 1-1, 20HOME UCHISARVAIONO ,
CHIYODA-KU /

.. TOKYD JAPAN 2
‘\\\—//
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CERTIFICATE

This is to certify that the signature affixed above has been provided
by Notary, duly authorized by the Tokyo Legal Affairs Bureau and that
the Official Seal appearing on the same is genuine.

Date  APR 1.8 20

Toshiaki HOUKIN
Director of the Tokyo Legal Affairsa Bureau
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APOSTILILE

(Convention de 1La Haye du § octobre 1961)

1. Country: JAPAN
This public document

2. has been signed by Toaabiakd HOUKIN
8. acting in the capacity of Director of the Tokyo Legal Affairs Bureau

4. bears the seal/stamp of

5. at Tokye

Certified
6. APR 1820

7. by the Minlsizry of Foreign Affairs

B. 02 ~ NO

001663

10. Signature:

T Medirales

Takeshi MOCHIZUKI
For the Minister for Forelgn Afairs




Firmado, TOMAYUKI SAKAI, SHIGEO NOMURA, SUMITAKA OGAWA, EI
YOSHIAKI TAKEUCHI. '&%

REGISTRO NO.529 DEL 2002
CERTIFICADO NOTARIAL
El suscrito notario, por el presente certifica que el Sr. Hideyuki SAKAL un agente del Sr.
Shigeo NOMURA, el Sr. Tomoyuki SAKAL ol Sr. Sumitaka OGAWA y el Sr. Yoshiaki
TAKEUCHI quienes han sido autorizado para firmar el documento anexo, han acreditado
sus poderes para firmar en mi presencia y las firmas de los Sres. Shigeo NOMURA,
Tomoyoki SAKAIL Sumiteka OGAWA y el Sr. Yoshiaki TAKEUCHI son verdaderas y
correctas.
Firmado, MOTOHARU FURUKAWA
El 18 de Abril del 2002
NOTARIO
1-1 2 CHOME UCHISAIWAICHO- CHTYODA-KU
TOKIO, JAPON
CERTIFICADO
EL PRESENTE PARA CERTIFICAR QUE EL CERTIFICADO NOTARIAL ANEXO
HA SIDO FIRMADO POR EL NOTARIO, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA
OFICINA DE ASUNTOS LEGALES DE TOKIO Y QUE SU SELLO ES GENUINO Y
VERDADERO.
EL 18 DE ABRIL DEL 2002
Firmado, EL Director de la Oficina de Asuntos Legales de Tokio, Toshiaki HOUKIN

Clemenadia Pax-.! 'jcjaJa
IBAIHﬂIIA_I]F_IlIIlsI_!:E_' ot . ESPAROL

l!s. ”n I-l--l-]l
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APOSTILLA

1. PAIS : JAPON
Este documento Piblico ha sido

2, Firmado por: Toshiaki Houkin

(Convenio de la Haya de Octubre de 1961)

3, Actuando en calidad de: Director de Asuntos legales de Tokio

4, Llova ¢l sello de 1s oficina de

CERTIFICA
5. En Tokio

6. El 6 de Abril del 2002

7. Por el Ministerio de Relaciones Exteriores
8. No. 02-001663

9. Sello 10. Firma:
Takeshi MOCHIZUKI

Por el Ministro de Relaciones Exteriores

Cl-rmala @4‘::“!4 g:ja:la
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This is to certify that the snnexed is 8 true copy of the following application as filed
with this Office '

HE®¥ AR

Date of Application: 20004 7HA 4H

HH W # %

Application Number: RE2000—-202503
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(BRH1] SHAREVEMBOTRLHEHTEIE VL, TORAES
ELFvTRoAMAVREANTEIZLRES>THAFBWESRS 2>V HRBONMR
BELEICBWT,

HERERAMBEERUHEATI LV ERNTIRGERY. WEL1FY
L IR AV AT NSRBI o TN NI I L ENME TRV Y
WA D B BN 7 K.

(RRE2] WMRRIEBOEVHRAEOTMBNAFEICEWT, Ml
FOITAAVRTFHOERILETO/SLEFL. BHEYVREOMBE &K
TS LERBRLTHETREOK BN .

(MRH3] MRHA2BMOEVIHREOEMBNFERICE T, WKl
Fu7eA2VRBRBREHATOIZLRLVERRERO R Y HICE SR
aMEBEHAEE, —FH. WRIFv I/ aAVPOORMNBFESLEIREZ
LREUFORDOAE—EDE VLS RAMBEHH2E, LY HES
B YHAOHAVYVKRZIEZEVYRBOMME LB IS ZLNT
BEZLERKLT I REDOKRBN S .

(REOHN2HHA]

[0001]

[(RE DK T SHH 48]

ARFHIZ, WAEERABMICRRLENTI BV L, TORAAIELF
VIRLAAVRAATIZER E->THAMBER 2D, Y VBREOHRBN
FEHECRT5L0THE. |

(0002]

[ 43k DHH)

R, ZOLIPWOBHLLUTR. UFTKRTLIIRLONBo .

[0003] '
E5REROE Y REOAMBN Y 2 FLAORRETHS.
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[0004)]

TOEKRTEIC, LXRBEE. S, EMES1HS>ORHEE. 212
ty#.szﬂtVﬂZ#Bwtyﬁﬂﬂﬁﬁ.3&43&—7:41@5.8
g BRAVE—T7xfAERIPSORAMY. 4R 1FvIv/IVTHY. X
TYAAEHLTINS, S, R1Fy I IV 4AOOHIMBE. Sy X1 F
w4 AVADSDT A NVEE, SREAOEHE, 6RRAW. 7R7=I N>
Y7CHbs.

[(0005]

ZITR,. WEARERKAMAFIERLHATEIEYY 2, FORABEIFEL

FOTIAAVARANTEIZL K o THANWENT R OREH TS,
[00086]

Thbb, BRIER1IEV2ERBL, 0tV 2 lHAEERAMT

KERU. fYF-T7 =/ RAEBRIANEYHHABTFS, EHHTS.
[0007]

AVR-7=2A AARIREVVHABES, €1 Fv T4V A HHARY

REIM/HFAMIL, REMTF (FUANEH) S, LLTHHTS.
[0008]

199724 aAV4RAVE -7/ RAER3 XY RIMoLREAMIF S, &
 FPORAEVAARREBENETOYSHACLYHAERSNHABES, &H
ATS. COHAERSIHAEES, CHRUTRHIT 6 ERYT 5.

[(0009)

LZ3T, AREVVHAMES, RBIHAVYYRKRE>TVWSDT,
vYHHABRSNAHA VY TICNE S RAWIRRE Y TREBEERIREL RS,
RAMFISg B1FYTIMAVADAAVYIVERN. 1 FyTILaV 4
T4 VBESy EHAL. HAERSEALI=ANSY T TERTEES.

[0010])
(RELFMEL &> &3 5RE]

TOEIK, ERODEEERAB/IFIEMLE AT EIEY VL, TORXM

BELIFYIIAAVRAATEZ LR o THAMNBEST 2D Y FRBOK
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P RBNYATAR. EYHHABERES VY VICRE SRR YT REK
RARELEHALBVWTREROBGATETHY, £k, 74152 TD
BITSHTRTHS,

[0011)

LAL, EYHESNEYHRAOHALV Y VKIS SRR Y FRBO KM

MREL R BAMEII L ORREFICREOMIUEND IR,
[0012]

ARHR, ZOIIFRCEBARINELOTHY., BV HEENZYHH
HOBALY Vil B2 Y HRBOKMANIREL T, RWESHBAEL 2
W, SEEREMBTCXRLHATIEIVE, FOREMBELF TS
AVRAHTEZ LRI THRAMMET 2D 22 HF TR 5V REOKNS
WHEE RS Sz L EENE TS, |

[0013]
(R &ML S EHOFER]

ARER, LRENERRTSEDIC,

(1) HEERLBAMBLERLEHTEE VL, TORAMBELFY S
FATVRKAATEIZ LN Lo THANBES 2D Y REOKRBN TS
BWT, HERERNEFCERLHSTS VY R S BYERS. WE
1F9 794V hoHAShsBEEBBICkoTHNINSZ L EXHML TS

[0014]

[2) kR (1) EROEYFREOKRMBESEKICBYT, ¥NEL1FY I
fAVRFHERMEELTOYSAEH L, BDEYHRBONMBERSTTE >
LERMLTS.

[0015])

(3) kR (2) EROEY I HREOXMBNSERICBWT, WELFv I
AAVIIBHERERATEIZLICLVERRMERO R Y ICES{RUAME &
BAhEe. — %, WR1Fy T4V bOBMEFEREICSZLICLY
FHORDENE—-EOEYHICESSRAMBEMHZE, BV EINEIY
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‘P HADBAVY VNE SRRt RREORME LB TS LA TREZ L
ERBL TS,
[0018)
[(REDOREDOER]
BT, ARBOEEOERICHOWTHESRULRYNSBMHICHET S,
[0017]

Bl EAREORENERT I RBOZMBN L AT LORBRETH S,
[0018]

ZOBKEWT. 1 13RHERE. S, KRMEEL 1 »50HbES, 12
RevY, S pRevy12050MAME. 13RSIV E—T7=4( AEM, S
138 Y= =2f REML IDSORXME (FIINMMTF) . 14R1FY
TI4IVTHY, AEV1IL4AEFLTNS, S R1FvToLaY14%
COHAMT. S RIFYTILIAV1IADBDTzANEE. Skl Fy
74142 5ORNERORKMAT. 1 SiEHAHEE. 1 6RRW. 17
R7zA N5V TTHS.

[00189]

TITR, 1FvTIIAIV1I4RTFHATY 1LAKERZhETOSSA

KEYRMMES ALHAHL. WRIERL 1 EREIES,
[0020]

EOERL LIz 31 28RML. YY1 2 30ARERAMTICRRL
AVE—Tzf AEARL SABYHHHS , EHBTS.

(0021]

AY8=T7zAAAR 1 IFEVYMES L& 1FvTvL IV 1 4 FRRA
REVAVENWIL, REMTF (FUENVMB) S 32 LTHATS.

(0022]

TE 1IFYIISAVIARAVE—TA AER]1 3 X YRITMo RN

MmE (FYLNEE) S;gb. PHATVI4ARBREAESOSS LKLY

MAER L 5 AHHEES, e BT S,
[0023]
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ETIT. 1FYTvLaV 14 HFRUMTS g &o T, RMERL 1 &4

EEDL. BYV 1 2RTHRDONE—EOEVFHAMES NI 5.
[0024]

AV8—-T7 =4 AERK L SRTFORBONE—EOEYFHAMTS kY

TLEREIRAME (FUHVBE) S &WAT S,
[0025])

1F9 79421 4REMASS g lihTdZ L& VERRERORE,
MES &MBh, —%, SLEIBLZZLREYTFHROOhE—ZORAME
S g2 LA RS,

[0028]

2RY, BYVHAMES YV HAOHMA VY YN E SRRV
BOXMPRELAZBRETY, MROMFS (EFLIEILD, FHROBONE
—EORAME S | HRON2LRY, HMEBNL. 7=/ NFVT1TER
EES,

[0027)

Sk, EYYHIMETS HHRBA VY RICRE > THRNE I REVVRE
EMFRELLBAR. ERORORICBAMES R 1FyTe1aV140
ABLYIVEAN, HROBKEFIZ LY TR,

{0028])

B2 3XRHORBEWAONTOME ENRBZORLL LTRIET SMH
EYHEAWT, 1Fv 7oAV HAENIBRAFL Lo THHELDS
ey yoMMARERABIIRRL. TtoRAMBELFySvLaVK
ANFBIZLRE>THANBNENT LI ROREKHEENTHS.

[0029)

IOEKEWT, 21Ny 77 (RRIEER) . S,y 772 10HAE
BLUTOCLKMS, 228 ery, 22ARC-VERRD. 22Bik
C-VE#RHEOG. 22C, 22DRHMAK &> TRIETIBNBR, S, ,iXC
~VERBODHABEV, . Sy ,RC-VRRABOOHMHBEV, . 23R
WEER (f3—-7z/4RER) . 2 3ARTAROO PHIEE (BRINEEE

“}z}@

S HEKF2002-30119857
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") . 23BRRAOOPHEN (BRNEEE) . 2 3CREMBEV . . 2

3DiEMR, . 23 EIXEHRR, . 23 FIZiEHRy . 2 3 GRIEMR, T»

5. 24R1FVTv4aY. 24 ARAEY. S, RNREE2 3OVMMS

v Syl F YIRSV 24 2 50RMEBLLTOCLK (Y uy 7 4E%)

« SuR1IFYTILIAV24DHAME. Sk 1Fy T/ 245560

T4 B, 25 RHAER. 26RAW. 27 7=M V5V TTHS.
[0030]

TIT, 1FvTIL2V24RTFHAEV 24 AKRBENET OIS LK
FYCLK (70v/MB) St RRERLLTONY 772 1AHATS.
Ry772 1 RAMHEYH22ERAIBRBACLKMES,4 ML, CLK
EBES,LLTHATS.

[0081]

REtRGONEOME EBRERORLL LTRETISEHE Y2 20K
A, MEREOLOTHEN, 200REE R 2 DREADC ~ VIRAKO.
C-VERHBOEA L. TDC—VERAEQD. C—-VEREONIS>HAREV,
. HHBEV, ElHT5. @AMAKEL (V, -V, ) LLTRECEREIND

[0032]

AVE—T7zAAARELTORNBEK2 SIE2>00PHEI23 A, 23
BTHRRENAEENHEERTHY. HROOPHIEM2 IACHMAE Y2 2
DHAHREV, . RBROOPHEN2 3 BBV Y2 20HABEV, KA
HENS. RNIGER2 3 DHAMES S R FTREARNTRDEIS.

[0033]
Sgg= [ (R; +1) /Ry ) X (Vo =V ) +V (1)
L. R; =R, , Ry =Ry -

TIZT. HAMES,giER; LRy OB E-T1FvIvMaY 2448
MHEKS5Gain (FI8) KHEL, FIAXLV~4VENI LI 2HIRER
BiCRET 5.

[0034)]
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6 ' HIER2002—-3011857



#%2000—202503

1FYTIAAV24RTFOATY 24 AREREAET DS LLHHRS
Sy & VRBAEERMU. HHMEH S, & HHEB2 5 ABHTS. HHE
B2 5 RADRE S, 5 LRM2 6 LEMT 5.
[0035]

ZZT BAHEES ks SREREICHAT S EIREXNTSY, Mt

VY2 28RERYV, . V, BEHALTHAESS qOBAFRESNERER -

HEANERS, 1FvTI/IV24RFHATY 24 AKRRSHESOY
ShICLYBMENKL, T/ VTSR MiAL, HAEB25EMLTx
ANSYT2TERTEES,

[00386]

Rk, BEEVY22ICLEKMHS, K-> TRMEhTSEY, CLKBS
S Mkt ("H™ 2% "L ER) Lilfa. SidEY Y2200 (V,
Vo) i20VERY, EBR (1) KYVHAMIS yq=V ¢ L3, T2b
b, SV 2 2R ERTHNIEL. CLEKMFS, FEELEESE, 1FyT
RAAV24RRBYV ¢ EVIBRESEREFATENEZ LKRD,

{0087])

DEY, 1FvSIAIAY 24 KCLKMES g LI L EROMAIMES
9gDRBENV ¢ EWIMHATHOIL. Y HRERER. BHRTRRZWY
ref BADRETHNIL, BV VRBRIARTHYKREANARS.

[0038]

R, BRERKOMHOME EMBERORLE LTRETIMP TR
CLKOREMIH T SMERFENSHY, CLKEFLERRVWTRARKER
RUBREREL, HIREERITHLUMBEIFRE LTHIBALNS,

[0039]

HSREMUERRENKONTON S tBBERORL L LTRHET SHM
YOS EERREEREIC THEL ERENLAKICH T3 HARE £RT
BTH5.

[(0040])

H4ZLELETRBERKORTOME EPRAROR/LL L TRETIM
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" MEY YO EBHRBERC THELEHAIOARBEEE ERTETHS

[0041)]

ERLVEEIK, ERBI IO 1Fy vV KCTHERESEETDY
SHK&Y, BHEYHRBEOMBATRASED,. BV BREBEORRD
B, ABAORMBISFTRE2Y, REEENCLLIK, R2eftonmLE
HSZLATES,

[004 2]

28, ARHIZ LEEEAICREZNSDOTRERL, ZRHOBEICEITW

TRAORENTETHY., ZhLEEXRBFOMEISHBRTSIHOTRRN,
(004 8]
(FEHH ORR)

Dl BHERELEIIC, ZRFECINE, 1Fvy v/ aVKTOHRER
XREZOYSHKEY,. BSEVVRBOMBNT ALY, BV Y
BIEEOEMOBN., ABNOEMBANTELL2Y., BUEERBSZLNTES
(REofRaiH]

(E1)
ARHOKREH & RT 2 HREOURBN /AT LAORRETHS.
(2]
ARPORKHEENTHIRNBENKOHEOMNE EMRBEORMLLLT
RMETIHHEEYRBOERBE Y AT LORRETHS.,
(E3]
H2icBlaflls ey yOARCH T SHABERERTHS.
(B4 )

H2 I8 38# Y OH T EEBANGERICTHEL £ b0 RMEA

HERTETHS,
(5]
ROV REOKRBE R TLAOMRETH L.
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[#FH D]
11 ERIER
12 ev¥

13 Av3—7x4ZEK

14, 24 1FwTeLaYy

14A, 24A 2%®E)

15, 25 HAhER

16, 268 ffH

17, 27 7x4ns5yS

21 NRy2y (EREE)

22 fEery

22A C-VEM&BO

22B C-VEaHo

22C, 22D AHK&-TER{AETIDRER
23 HWEER (f>4—7=4 AERK)

23A HAOOPNIER (ZRINIEER)

23B #ROOPHIER (BRHEEEER)
23C ERREV

23D #EHR,

23E iERR,

23F {BHiR,

23G BHRR,

S;; RYBEERNS>OHHES

S;g EBEVUHLOHAME

Sig AVE-TzAAERISOVAMI (FULLMF)
Sia0 S l1FyIeLayhrSOHHRE
S5 Sas 1F9IeLaAVSDT A NVES
Sig 1FvFv4arirsoRRERORRES
Sy NYI77OHAMBLLTOCLKMAS

9 HiE#2002—-3011957



#2000—202503 7

Sgpy HHREV,

Sppy HMHREV,

Spy  MNEERD S OHSES

Seg 1FvIYLIVILORHMFLLTOCLK (Y uyymE)

10 HER2002-3011957



¥$2000—202503

B

[ 34l

(®1]

L1

IXE

)

e ixy ¢S
"
m 4!
L nclys
LE£1]
vng —
41 ¥1

MEY)T—47)

el

11

Lﬁm_an TS
-w

— g
4|

HiES2002-3011957



%#2000—-202503

(2]

hs

Iz
Xa

74

HRER

—

-w

n-m
(3.4
w
e e
LE£1
— -m

HiE$2002—-3011957



®¥2000—202508

(3]

@p) ¥ &
or+ OB+ 02+ oOI+ © O1- -02- 08~ OF-

HiER2002—-3011957 .

™~

N

&)

L -

)
144 1] )
BN T L~

. TARYD




(®4]

$¥2000—202508

-40 -30 -20 -10 0 +10 +20 430 40

i K (dep

HE®2002—-3011957



82000—-202503 ﬂ

R
v X

S:

8 \B

X

*

- o

17s] 1)

a

N - A Y

o RN
A

5 HE#H#2002—-3011957



»

®¥2000—202503

R 5

[ B4) EM
€2 )

[(RE] YV ESAEYIHAOHDLVYIVINESHR2ETRED
BRFAREL THRFALSRAMAEL 20, AR ERABIEERLHITOIEY
P, TORAMIE LI F v IIAIVRAATIZER > THAIMAERR
IZLARTEIEYTRMBORMBN ST 5.

(BEER) WEAREVAMBBICER/RLELTIE V122, EORX
BEELFYIIAAVIARANTEZ LR E-oTHANAER 2>V
BOEMBKFRICEWT, HEEKLBABFICERLHATIEY Y1 28K
BT2RMERL 1N, NEL1Fy T2V 14 05HAZHEIBMETICE
>THHEEHhS,

[BWRE] H1

1 HiER2002-3011857



¥2000~202503 5(.‘

H H AR BEMN N

[ hUE (000000295)

1. X¥EELAH 19904 8H22H
(REEH] FHRN

& B RIEBEERMLITH7TR12%5%
K £ MEAXTIRESNSH

1 HER2002—-83011957



o $¥#2000—202503

M AR E NN

bR 2 (0000053286)

1. XWELEAR 19904 945 6H
[(XEHE] RS

g F WNRAPEEWRLU-THLI®1%
K 4 ZEEWIRGEASHE

6°6a

2 HER2002-3011957



A-ta

9y

¢l

CERTIFICATE

* I, Koju Tanaka of 35-12, Kitanodai 3-chome, Hachioji-shi,

_Tokyo, Japan hereby declare that I am the translator of

the attached document and certify that the following is a true
translation of Japanese Patent Application No. 2000-202503
to the best of my knowledge and belief,

Dated this 6th day of February, 2002

o G

Koju TANAKA




Japanese Patent Application No. 2000-202503

Document ID: Application for Patent

Re. No. :
Filing date:
To:

IPC:

Inventors:

Address:

" Name:

Address:

Name:

Address:

Name:

Address:

Name:

SI003790
July 4, 2000

Commissioner of Patent Office

GO1F 25/00
GO1F 23/26

c/o Oki Electric Industry Co., Ltd.,
7-12, Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan
Shigeo NOMURA

c/o Oki Electric Industry Co., Ltd.,
7-12, Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan
Tomoyuki SAKAI

c¢/o Kabushiki Kaisha Honda Gijutsu Kenkyusho,
4~ 1, Chuo 1-chome, Wako— shi, Saitama, Japan
Sumitaka OGAWA

c/o Kabushiki Kaisha Honda Gijutsu Kenkyusho,
4—1, Chuo 1-chome, Wako-~ shi, Saitama, Japan
Yoshiaki TAKEUCHI

o
oy

(Translation)



~-)

Applicants:
Applicant ID No.: 000000295
Name: OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
Representative: Katsumasa SHINOZUKA

Applicant ID No.: 000005326
Name: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
Representative: Hiroyuki YOSHINO

Agents:
Attorney ID No.: 100089635
Name: Mamoru SHIMIZU

Attorney ID No.: 100096426
Name: Makoto KAWAI

List of document attached:
Specification: 1
Drawing: 1
Abstract: 1
General Power of Attorney No.: 9001052
General Power of Attorney No.: 9001053

“@4



10

15

20

25

1 (‘%5/

[Document ID] SPECIFICATION

[Title of the invention] FAULT DIAGNOSIS METHOD OF SENSOR
FUNCTION

[What is Claimed is:]

1. A fault diagnosis method of sensor function for
controlling an output by using a l-chip microcomputer which
receives an electric signal from a sensor for converting a
physical quantity into the electric signal,

wherein a drive circuit for driving the sensor is driven
by a drive signal issued from the l-chip microcomputer.

2. The fault diagnosis method of sensor function of
claim 1,

wherein said l-chip microcomputer has a program stored
in advance, and executes fault diagnosis of the sensor
function.

3. The fault diagnosis method of sensor function of
claim 2,

wherein said 1-chip microcomputer receives an electric
signal on the basis of the sensor during normal operation by
issuing a drive signal, and receives an electric signal on the
basis of the sensor at a predetermined specific value by
stopping the drive slgnal, and fault of sensor function is
diagnosed when the electric signal of séecific value is not
received when stopping the drive signal.

[Detailed description of the Invention]

[0001)]
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[Field of the Invention]

The present invention relates to a fault diagnosis
method of sensor function in an apparatus for output control
with a 1-chip microcomputer into which an electric signal
issued from a sensor for converting a physical quantity into
an electric signal is fed.

(0002]
[Description of the Related Art]

A conventional example of fault diagnosis system of
sensor function is explained below.
[0003]

Fig. 5 1s a block diagram showing a fault diagnosis
system of sensor function in a prior art.
[0004]

As shown in the diagram, reference numeral 1 is a drive
circuit, S1 is an output signal from the drive circuit 1, 2 is
a sensor, S2 is a sensor output signal from the sensor 2, 3 is
an interface circuit, S3 is an electric signal from the
interface circuit 3, and 4 is a 1-chip microcomputer, which has
a memory 4A. Further, S4 is an output signal from the l-chip
microcomputer 4, S5 is a fail signal from the l-chip
microcomputer 4, 5 is an output circuit, 6 is a load, and 7 is
a fail lamp.

[0005]
In this output control system, a physical quantity is

converted into an electric signal and issued by the sensor 2,
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and this electric signal is fed into the l-chip microcomputerx
4,
[0006]

That is, the drive circuit 1 drives the sensor 2, and
this sensor 2 converts the physical quantity into an electric
signal, and sends a sensor output signal 82 to the interface
circuit 3.

[0007]

The interface circuit 3 processes the sensor output
signal S2 into a signal to be recognized by the l-chip
microcomputer 4, and issues as an electric signal (digital
signal) Ss3.

[0008]

The 1-chip microcomputer 4 sends an output signal S4 to
the output circuit 5 according to the electric signal S3
received from the interface circuit 3 and the program stored
preliminarily in the memory 4A. The output c¢ircuit 5 drives
the load 6 depending on the output signal S4.

[0009]

Usually, the sensor output signal S2 settles within a
certain output range, and if a sensor function trouble not
allowing the sensor output signal to settle within the
specified output range should occur, the electric signal S3 is
out of the input range of the l-chip microcomputer 4, and
therefore the 1l-chip microcomputer 4 issues a fail signal S5

and lights up the fail lamp 7 through the output circuit 5.
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[0010]
[Technical Problems to be solved by the Invention]

Thus, in the conventional fault diagnosis system of
sensor function for controlling the output by means of the
sensor for converting a physical quantity into an electric
signal, and feeding this electric signal into the l-chip
microcomputer, in the event of a sensor function trouble not
allowing the sensor output signal to settle within the
specified output range, the trouble can be judged and the fail
lamp is 1lit up.

[0011]

However, in the event of a sensor function trouble
allowing the sensor signal to remain within the output range
of the sensor output, it is not known how the electric signal
is changed.

[0012])

The invention is devised in the light of such
circumstance, and it 1s hence an object thereof to present a
sensor capable of converting a physical quantity into an
electric signal and issuing, without causing malfunction of the
load, even in the event of a sensor function trouble allowing
the sensor signal to remain within the output range of the
sensor output, and a fault diagnosis method of sensor function
capable of controlling the output by feeding this electric
signal into a l-chip microcomputer.

[0013]



10

15

20

25

[Means to solve the Technical Problems]

In order to achieve the object, the invention is
characterized in [1] a fault diagnosis method of sensor
function for controlling an output by using a l-chip
microcomputer which receives an electric signal from a sensor
for converting a physical quantity into the electric signal,
wherein a drive circuit for driving the sensor is driven by a
drive signal issued from the l-chip microcomputer.

[0014]

[2] The fault diagnosis method of sensor function
described in above [1], the l-chip microcomputer has a program
stored preliminarily and checks the sensor function.

[0015]

[3] In the fault diagnosis method of sensor function
described in above [2], it is characterized in that said 1-chip
microcomputer receives an electric signal on the basis of the
sensor during normal operation by issuing a drive signal, an&
receives an electric signal on the basis of the sensor at a
predetermined specific vaJTue by stopping the drive signal, and
fault of sensor function is diagnosed when the electric signal
of specific value is not received when stopping the drive
signal.

[0016]
[Preferred Embodiments]
Referring now to the drawings, the invention is

specifically described below.

A
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[GO17]

Fig. 1 is a block diagram of a fault diagnosis system
of sensor function in an embodiment of the invention.
{0018]

In the diagram, reference numeral 11 is a drive circuit,
S11 is an output signal from the drive circuit 11, 12 is a sensor,
S12 is a sensor output signal from the sensor 12, 13 is an
interface circuit, 'S13 is an electric signal {digital signal)
from the interface circuit 13, and 14 is a 1-chip microcomputer,
which has a memory 14A. Further, S14 is an output signal from
the 1-chip microcomputer 14, S15 is a fail signal from the
1-chip microcomputer 14, S16 is a drive signal from the l-chip
microcomputer 14, 15 is an output circuit, 16 is a load, and
17 is a fail lamp.

[0019]

Herein, the 1-chip microcomputer 14 issues a drive
signal S16 according to a program stored preliminarily in the
menory l4A, and operates the drive circuit 11.

[(0020]

The drive circuit 11 drives the sensor 12, and the sensor
12 converts the phyaical quantity into an electric signal, and
sends a sensor output S12 to the interface circuit 13.
[0021]

The interface circuit 13 processes the sensor signal S12
to a level to be recognized by the 1-chip microcomputer 14, and

issues as an electric signal (digital signal) S13.

&
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(0022)

The 1-chip microcomputer 14 sends an output signal S14
to the output circuit 15 according to the electric signal
(digital signal) S13 received from the interface circuit 13 and
the program stored preliminarily the memory 14A.

[0023]

When the 1-chip microcomputer 14 stops drive circuit 11
by the drive signal $16, the sensor 12 issues a predetermined
specific sensor output signal S12.

[0024]

The interface circuit 13 issues a corresponding
electric signal (digital signal) S13 according to the
predetermined specific sensor signal Sl2.

[0025]

The 1-chip microcomputer 14 obtains the electric signal
S13 in normal operation by issuing the drive signal S16, and
obtains a predetermined specific electric signal S13 by
stopping.

[0026]

That is, even in the event of a sensor function trouble
allowing the sensor output signal S12 to remain within the
output range of the sensor output, since the drive signal 516
is stopped, the predetermined specific electric signal S13 is
not obtained, and the trouble is judged and the fail lamp 17
is 1lit up.

[0027]
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the sensor output signal $12 to settle within the output range,
same as in the conventional system, the electric signal S13 is
out of the input range of the l-chip microcomputer 15, so that
the trouble can be judged.

[0028]

Fig. 2 is a block diagram of a device for output control
using a slant sensor for detecting the inclination of liquid
level of dielectric solution as change in the electrostatic
capacity, in which the inclination angle of the slant sensor
controlled by the drive signal issued from a 1l-chip
microcomputer is converted into an electric signal, and this
electric signal is input into the l1l-chip microcomputer.
{0029]

In the drawing, reference number 21 is a buffer circuit
(drive circuit), S21 is a clock signal as an output signal of
the buffer circuié 21, 22 is a slant sensor, 22A is a C-V
converter (D, 22B is a C-V converter @, 22C and 22D are
electrostatic capacities changing depending on the inclination,
§22-1 is an output voltage V1 of the C-V converter O, S22-2
is an output voltage V2 of the C-V converter V2, 23 is an
amplifier circuit (interface circuit), 23A is a first
operationalamplifier(differéntialamplifiercircuit),23Bis
a second operational amplifier (differential amplifier
circuit), 23C is a reference voltage Vref, 23D is a resistance

Rl, 23E is a resistance R2, 23F is a resistance R3, 23G is a
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resistance R4. Reference number 24 is an 1-chip microcomputer,
24A is a memory. S23 is an electric signal from the amplifier
circuit 23, S26 is a clock signal CLK as a drive signal from
the l-chip microcomputer 24, S24 is an output signal from the
i-chip microcomputer 24, $25 is a fail signal from the l-chip
microcomputer 24, 25 is an output circuit, 26 is a load, 27 is
a fail lump.

[0030]

Herein, the l-chip microcomputer 24 sends CLK (clock
signal) S26 to the buffer 21, which is a drive circuit,
according to a program stored preliminarily in the memory 243A.
The buffer 21 transforms the CLK signal S25 to a waveform suited
to the slant sensor 22, and issues as CLK signal S21.

[0031]

The principle and structure of the slant sensor 22 for
detecting the inclination of the liquid level of dielectric
solution as the change in electrostatic capacity are already
known, that is, having two electrodes and C-V converter @ and
C-V converter @ for each electrode, output voltage V1 and
output voltage V2 are issued from the C-V converter (U and C-V
converter @, respectively. The inclination angle is
converted into voltage as (V2-V1).

[0032]

The amplifier circuit 23 as interface circuit is a

differential amplifier circuit composed of two operational

amplifiers 23A, 23B, and output voltage V1 of the slant sensor
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22 i3 fed into the first stage operational amplifier 23A, and
output voltage V2 of the slant sensor 22 is fed into the second
stage operational amplifier 23B. The output signal $23 of the
amplifier circuit 23 is expressed in the following output
formula.

[0033]

$23 = - [(R1 + 1)/R2] x (V2 - V1) + Vref .. (1)
where Rl = R2 and R2 = R3.

Herein, the output signal $§23 is adjusted and issued as
a gain that can be recognized by the 1-chip microcomputer 24
according to the ratio of Rl and R2. For example, it is set
in a voltage range of 1 Vto 4 V. The absolute value of {V2-V1)
changes according to a quadratic function.

[0034]

The l1-chip microcomputer 24 recognizes the inclination
angle by the program stored preliminarily in the memory 24A and
the output signal $23, and sends an output signal S24 to the
output circuit 25. The output circuit 25 drives the load 26
depending on the output signal S24.

[0035]

Herein, the output signal S23 is set to be issued in a
certain voltage range, and when the slant sensor 22 issues
abnormal V1, V2 and the output of the output signal $23 is out
of the set voltage range, the l-chip microcomputer 24 judges
a trouble by the program stored preliminarily in the memory 24A,

issues a fail signal S25, and lights up the fail lamp 27 through
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The slant sensor 22 is driven by CLK signal §21, and when

the output circuit 25.
[0036]

the CLK signal S1 is stopped (fixed at H or L), the output of
the slant sensor 22 {V1-V2) becomes 0 V, and the output signal
523 becomes Vref according to formula (1). That is, when the
slant sensor 22 is normal, if the CLK signal S21 is stopped,
a specific voltage Vref is fed into the l1l-chip microcomputer
24.

[0037]

That is, when the 1-chip microcomputer 24 stops the CLK
signal $26, if the voltage of the output signal S23 is an
expected value of Vref, the sensor function is judged to be
normal, and if other than the expected value of Vref, the sensor
function is judged to be abnormal and fault.

(0038]

The slant sensor detecting the inclination of the liquid
level of the dielectric solution as the change in the
electrostatic capacity i1s dependent on the sensitivity to the
frequency of CLK, and a method of changing the sensitivity by
varying the frequency without stopping the CLK and obtaining
an expected value may be sufficiently considered as a fault
diagnosis method.

(0039]
Fig. 3 is a diagram showing the output wvoltage

corresponding to a typical angle when the output of the slant
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sensor for detecting the inclination of the dielectric solution
as the change in the electrostatic capacity is amplified in a
differential amplifier circuit.

[0040]

-Fig. 4 is a diagram showing the frequency dependence
when the output of the slant sensor for detecting the
inclination of the dielectric solution as the change in the
electrostatic capacity is amplified in a differential
amplifier circuit.

[0041]

As described herein, according to the invention, the
sensor function can be checked by the program stored in the
l-chip microcomputer in advance, and early fault diagnosis of
sensor function and fault notice to outside are realized, and
malfunction is prevented and safety is enhanced.

[0042]

The invention is not limited to the illustrated
embodiment alone, but may be changed and modified in wvarious
forms according to the principle of the invention, and hence
these changes and modifications are also included in the scope
of the invention.

{0043}
[Advantages of the.Invention]

According to the invention, since the sensor function
can be checked by the program stored in the 1-chip microcomputer

in advance, early fault diagnosis of sensor function and fault
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notice to outside are realized.
[Brief Description of the Drawings]
Fig. 1 is a block diagram showing a fault diagnosis
system of sensor function in an embodiment of the invention;
Fig. 2 is a block diagram showing a fault diagnosis
system of a slant sensor which detects an inclination of liquid
level of dielectric solution as change in the electrostatic
capacity in a specific example of the invention;
Fig. 3 is an output voltage characteristic diagram
corresponding to the angle of the slant sensor in Fig. 2;
Fig. 4 is an output voltage characteristic diagram
corresponding to the angle of the slant sensor in Fig. 2,
showing the frequency dependence; and
Fig. 5 is a block diagram showing a fault diagnosis
system of sensor function in a prior art.
[Description of Reference Numbers]
ll.drive circuit
12..sensor
13..interface circunit
14, 24..1-chip microcomputer
14a, 24A.memory
15, 25..output circuit
16, 26..load
17, 27..fail lamp
21.buffer circuit (drive circuit)

22..slant sensor

TR
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22A.C-V converter Q

22B..C-V converter @

22C, 22D..electrostatic capacities changing depending on the
inclination

23.amplifier circuit (interface circuit)

23A..first operational amplifier (differential amplifier
circuit)

23B..a second operational amplifier (differential amplifier
circult)

23C..reference voltage Vref

23D..resistance Rl

23E..resistance R2

23F..resistance R3

23G..resistance R4

Sll.output signal from drive circuit

S12..output signal from sensor

Sl3..electric signal (digital signal) from interface circuit
S§14, S24..output signal from l-chip microcomputer

815, S25..fail signal from l-chip microcomputer

S16..drive signal from l-chip microcomputer

S21l..clock signal as output signal of buffer circuit
S22-1..output voltage V1

§22-2..output voltage V2

S23..output signal from amplifier circuit

S26..clock signal CLK as drive signal from 1-chip microcomputer

W 4



10

15

20

15 2% f@

[Document ID] ABSTRACT
[Abstract]
[Object]

The object of the invention is to present a sensor
capable of converting a physical quantity into an electric
signal and issuing, without causing malfunction of the load,
even in the event of a sensor function trouble allowing the
sensor signal to remain within the output range of the sensor
output, and a fault diagnosis method of sensor function capable
of controlling the output by feeding this electric signal into
a l-chip microcomputer.

[Solution Means]

In a fault diagnosis method of sensor function for
controlling an output by using a 1-chip microcomputer 14 which
receives an electric signal from a sensor 12 for converting a
physical quantity into the electric signal, a drive circuit 11
for driving the sensor 12 for converting a physical quantity
into the electric signal is driven by a drive signal issued from
the 1l-chip microcomputer 14.

[Representative Drawing] Fig. 1



p— |n1 LIMYID Jov-RAINI

avi [ |
. V4 — —
\ . L100Y19 v — €l Z1S
- t 1nd1no

diHo-1 I oIS > A 140
n—" -
L 31 4




- &

ANONIN
wz—

H1NdN0D0D IR
dii-1

¢ HIEANG AD

¢-tes

a

1 YALYIANGD A-D

"M_>

A




.?/

Fig. 3

3/56

-40 -30 -20 -10 0 +10 420 +30 +40

ég o~
ggza
\
\ \'
il
N
\
\
By
Vi
/

(deg)

ANGLE



=23

4/5

or

(33p) TNV
0t 03+ O+ 0 of- 02- 06~ OF-

2435 1 =ND

2z | =D

THI=XTB




5/56

o AHONIR Ii LINOYID FOVAHEINI
TR W — g—
1Nd1N0
Y3 ININOO0WO IR
11NOHID
5 diHo-1 TN




&%

CERTIFICADO

Yo, Koju Tanaka,- de 35-12, Kitanodai 3-chome, Hachio-
ji-shi, Tokyo, Japén, declaro por la presente que soy el
traductor del documentc anexo y certifico que el documento
siguiente es una traduccién fiel de la Solicitud de Patente
Japonesa n® 2000-202503 segin mi leal saber y entender.

A 6 de febrero de 2002

{(£irma)
Koju TANAKA




- ]

SOLICITUD DE PATENTE JAPONESA NUMERO 2000-202503

ID del documento:

N° de ref.:

Fecha de presentacién:
Dirigido a:

CIP:

Inventores:
Direccidn:

Nombre:

Direccién:

Nombre:

Direccidn:

Nombre:

Direccién:

Nombre:

Solicitantes:

(Traduccién)
Solicitud de Patente
SI003790
4 julio 2000
Comisario de la Oficina de
Patentes
GO1lF 25/00
GO1F 23/26

c/o Okl Electric Industry Co., Ltd
7-12, Toranomon l-chome, Minato-
ku, Tokyo, Japén

Shigeo NOMURA

c/o Oki Electric Industry Co., Ltd
7-12, Toranomon l-chome, Minato-
ku, Tokyo, Japén

Tomoyuki SAKAI

c/o Kabushiki Kaisha Honda
Gijutsu Kenkyusho,

4-1, Chuo l-chome, Wako-shi,
Saitama, Japén

Sumitaka OGAWA

c/o Kabushiki Kaisha Honda
Gijutsu Kenkyusho,

4-1, Chuo l-chome, Wako-shi,
Saitama, Japén

Yoshiaki TAKEUCHI

N° ID del solicitante: 000000295

Nombre:
Representante:

OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD
Katsumasa SHINOZUKA



N° ID del solicitante: 00005326

Nombre: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA
Representante: Hiroyuki YOSHINO
Agentes:
N°® ID del abogado: 100089635
Nombre: Mamoru SHIMIZU

N® ID del abogado: 100096426
Nombre: Makoto KAWAI

Lista de documentos anexos:

Memoria descriptiva: 1
Dibujo: 1
Resumen: 1

Poder general n° 9001052
Poder general n°® 9001053

g6



10

15

20

25

30

35

[ID de documento] MEMORIA DESCRIPTIVA

[Titulo de la invencién] METODO DE DIAGNOSTICO DE AVERIAS
DE FUNCIONAMIENTO DE SENSOR

[Reivindicaciones]

l. Un método de diagnéstico de averias de funciona-
miento de sensor para controlar una salida utilizando un
microordenador monochip que recibe una sefial eléctrica de
un sensor para convertir una cantidad fislica en la sefial
eléctrica,

donde un circuito de excitacién para activar el sen-
sor es excitado por una sefial de excitacién enviada desde
el microordenador monochip.

2. El método de diagndéstico de averias de funciona-
miento de sensor de la reivindicacién 1,

donde dicho microordenador monochip tiene un progra-
ma almacenado con anterioridad, y ejecuta diagnéstico de
averias del funcionamiento de sensor.

3. El método de diagnéstico de averias de funciona-
miento de sensor de la reivindicacién 2,

donde dicho microordenador monochip recibe una sefal
eléctrica en base al sensor durante el funcionamiento
normal emitiendo una sefial de excitacién, y recibe una
seflal eléctrica en base al sensor a un valor especifico
predeterminado parando la sefial de excitacién, y la ave-
ria de funcionamiento de sensor se diagnostica cuando la
seflal eléctrica de valor especifico no se recibe al parar
la seflal de excitacién.

[Descripcién detallada de la invencién])
[0001] .
[Campo de la invencién]

La presente invencién se refiere a un método de
diagnéstico de averias de funcionamiento de sensor en un
aparato para control de salida con un microordenador mo-
nochip al que se alimenta una seflal eléctrica enviada
desde un sensor para convertir una cantidad fisica en una
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[0002]
[Descripcidn de la técnica relacionadal

Un ejemploc convencional de sistema de diagndstico de
averias de funcionamiento de sensor se explica mis ade-
lante.

[0003]

La figura 5 es un diagrama de bloques que representa
un siatema de diagnéstico de averias de funcionamiento de
sensor en una técnica anterior.

[0004)]

Como se representa en el diagrama, el nimero de re-
ferencia 1 es un circulto de excitacién, S1 es una seflal
de sallida del circuito de excitacién 1, 2 es un sensor,
S2 es una seflal de salida de sensor del sensor 2, 3 es un
circuito de interfaz, S3 es una seflal eléctrica del cir-
cuito de interfaz 3, y 4 es un microordenador monochip,
que tlene una memoria 4A. Ademds, S4 es una sefial de sa-
lida del microordenador monochip 4, S5 es una sefial de
averia procedente del microordenador monochip 4, 5 es un
circuito de salida, 6 es una carga, y 7 es una lampara de
averia.

[0005]

En este sistema de control de salida, una cantidad
fisica es convertida en una seflal eléctrica y emitida por
el sensor 2, y esta sefial eléctrica se alimenta al micro-
ordenador monochip 4.

[0006]

Es decir, el circulto de excitacién 1 excita el sen-
sor 2, y este sensor 2 convierte la cantidad fisica en
una sefial eléctrica, y envia una sefial de salida de sen-
sor S2 al circuito de interfaz 3.

[0007]

El clrcuito de interfaz 3 procesa la sefilal de salida

de sensor 52 a una seflal a reconocer por el microordena-
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dor monochip 4, y la envia como una sefial eléctrica
(seflal digital) S3.
[0008]

El microordenador monochip 4 envia una sefial de sa-
lida S84 al circuito de salida 5 segin la sefial eléctrica
53 recibida del circuito de interfaz 3 y el programa al-
macenado preliminarmente en la memoria 4A. El circuito de
salida 5 excita la carga 6 dependiendo de la sefial de sa-
lida S4.

[0009]

Por lo general, la seflal de salida de sensor S2 se
establece dentro de una clierta banda de salida, y si se
produjese un problema de funcionamiento del sensor que no
permite que la seflal de salida de sensor se establezca
dentro del rango de salida especificado, la seiflal eléc-
trica S3 estd fuera del rango de entrada del microordena-
dor monochip 4, y por lo tanto el microordenador monochip
4 envia una sefial de averia S5 e ilumina la lampara de
averia 7 mediante el circuito de salida 5.

[0010]
[Problemas técnicos a resolver con la invencién]

Asi, en el sistema convencional de diagnéstico de
averias de funcionamiento de sensor para controlar la sa-
lida por medio del sensor para convertir una cantidad fi-
sica en una seflal eléctrica, y alimentar esta seflal eléc-
trica al microordenador monochip, en caso de un problema
de funcionamiento del sensor que no permite que la seflal
de salida de sensor se establezca dentro del rango de sa-
lida especificado, se puede determinar el problema y se
ilumina la lampara de averia.

[0011]

Sin embargo, en caso de un problema de funcionamien-
to del sensor que permite gque la sefial de sensor perma-
nezca dentro del rango de salida de la salida de sensor,
no se sabe cémo se cambia la seflal eléctrica.




10

15

20

25

30

35

° ¢

[0012]

La invencién se ha ideado a la luz de tal circuns-
tancia, y por lo tanto su objeto es presentar un sensor
capaz de convertir una cantidad fisica en una sefial eléc-
trica y emitirla, sin producir mal funcionamiento de la
carga, incluso en caso de un problema de funcionamiento
del sensor que permite que la sefial de sensor permanezca
dentro del rango de salida de la salida de sensor, y un
método de diagnéstico de averias de funcionamiento de
sensor capaz de controlar la salida alimentando esta se-
fial eléctrica a un microordenador monochip.

[0013]
[Medios para resolver los problemas técnicos]

Para lograr el objeto, la invencién se caracteriza
por [l] Un método de diagnéstico de averias de funciona-
miento de sensor para controlar una salida utilizando un
microordenador monochip que recibe una seflal eléctrica de
un senscor para convertir una cantidad fisica en la seilal
eléctrica, donde un circuito de excitacién para activar
el sensor es excitado por una seflal de excitacién enviada
por el microordenador monochip.

[0014]

[2] El método de diagnéstico de averias de funciona-
miento de sensor descrito anteriormente en [1], el micro-
ordenador monochip tiene un programa almacenado prelimi-
narmente y verifica la funcién de sensor.

[0015]

[3] En el método de diagnéstico de averias de fun-
clonamiento de sensor descrito anteriormente en [2], se
caracteriza porque dicho microordenador monechip recibe
una sefial eléctrica en base al sensor durante el funcio-
namiento normal emitiendo una seflal de excitacibén, y re-
cibe una seflal eléctrica en base al sensor a un valor es-
pecifico predeterminado parando la seflal de excitacién, y
la averia de funcionamiento de sensor se diliagnostica
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cuando la sefial eléctrica de valor especifico no se reci-
be al parar la seflal de excitacién.

[0016]

[Realizaciones preferidas]

Con referencia ahora a los dibujos, la invencién se
describe especificamente a continuacién.
[0017]

La figura 1 es un diagrama de bloques de un sistema
de diagnéstico de averias de funcionamiento de sensor en
una realizacién de la invencién.

[0018]

En el diagrama, el nGmero de referencia 11 es un
circuito de excitacién, Sl1ll es una sefial de salida del
circuito de excitacién 11, 12 es un sensor, 512 es una
seflal de salida de sensor del sensor 12, 13 es un circui-
to de interfaz, S13 es una sefilal eléctrica (seflal digi-
tal) del circuito de interfaz 13, y 14 es un microordena-
dor monochip, que tiene una memoria 14A. Ademds, S14 es
una sefial de salida del microordenador monochip 14, S15
es una seflal de averia del microordenador monochip 14,
S16 es una sefial de excitacién del microordenador mono-
chip 14, 15 es un circuito de salida, 16 es una carga, y
17 es una lampara de averia.

[0019]

Aqui, el microordenador monochip 14 envia una sefial
de excitacién S16 seglin un programa almacenado prelimi-
narmente en la memorla 14A, y pone en funcionamiento el
clrcuito de excitacién 11.

[0020]

El circuito de excitaclién 11 mueve el sensor 12, y
el sensor 12 convierte la cantidad fisica en una seilal
eléctrica, y envia una salida de sensor 812 al circuilto
de interfaz 13.

[0021]
El circuito de interfaz 13 procesa la seilal de sen-
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sor 512 a un nivel a reconocer por el microordenador mo-
nochip 14, y la envia como una sefial eléctrica (seflal di-
gital) S13.

[0022})

El microordenador monochip 14 envia una sefial de sa-
lida S14 al circuito de salida 15 segin la sefial eléctri-
ca (seflal digital) S13 recibida del circuito de interfaz
13 y el programa almacenado preliminarmente la memoria
14A.

[0023]

Cuando el microordenador monochip 14 para el circui-
to de excitacién 11 por la seflal de excitacién S16, el
sensor 12 envia una seflal de salida especifica predeter-
minada de sensor S12.

[0024]

El circuito de interfaz 13 envia una seflal eléctrica
correspondiente (sefial digital) S13 seqin la seflal espe-
cifica predeterminada de sensor S12,

[0025)

El microordenador monochip 14 obtiene la seflal eléc-
trica S13 en el funcionamiento normal emitiendo la sefial
de excitacién S16, y obtiene una sefial eléctrica especi-
fica predeterminada S13 al parar.

[0026])

Es decir, incluso en caso de un problema de funcio-
namiento del sensor que permite que la seflal de salida de
sensor S$12 permanezca dentro del rango de salida de la
salida de sensor, puesto que se para la sefial de excita-
cién 816, no se obtiene la sefial eléctrica especifica
predeterminada S13, y se determina el problema y se ilu-
mina la ladmpara de averia 17.

[0027]

O en el caso de un problema de funcionamiento del
sensor que permite ahora que la seflal de salida de sensor
S12 se establezca dentro del rango de salida, igual que
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fuera del rango de entrada del microordenador monochip
15, de manera que se puede determinar el problema.

[0028]

La figura 2 es un diagrama de blogues de un disposi-
tivo para control de salida usando un sensor inclinado
para detectar la inclinacién de nivel de liquido de solu-
cién dieléctrica como cambio en la capacidad electrosté-
tica, en el que el 4&ngulo de inclinacién del sensor de
inclinacién controlado por la sefial de excitaclédn enviada
por un microordenador monochip se convierte en una sefial
eléctrica, y esta seflal eléctrica se introduce en el mi-
croordenador monochip.

[0029]

En el dibujo, el ntmero de referencia 21 es un cir-
cuito buffer (circuito de excitacién), S21 es una seflal
de reloj como una seflal de salida del circuito buffer 21,
22 es un sensor inclinado, 22A es un convertidor C-V (1),
22B es un convertidor C-V (2), 22C y 22D son capacldades
electrostidticas que cambian dependiendo de la inclina-
cién, S22-1 es un voltaje de salida V1 del convertidor C-
V {1), S22-2 es un voltaje de salida V2 del convertidor
C-V V2, 23 es un circuito amplificador (circuito de in-
terfaz), 23A es un primer amplificador operativo
(circuito amplificador diferencial), 23B es un segundo
amplificador operativo (circuito amplificador diferen-
clal}, 23C es un voltaje de referencia Vref, 23D es una
resistencia R1l, 23E es una resistencia R2, 23F es una re-
gsistencia R3, 23G es una resistencia R4. El1l nimero de re-
ferencia 24 es un microordenador monochip, 24A es una me-
moria. S23 es una seflal eléctrica procedente del circuito
amplificador 23, S26 es una seflal de reloj CLK como una
sefial de excitacién del microordenador monochip 24, S24
es una seflal de salida del microordenador monochip 24,
S25 es una sefial de averia procedente del microordenador
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monochip 24, 25 es un circuito de salida, 26 es una car-
ga, 27 es una lédmpara de averia.
[0030]

Aqui, el microordenador monochip 24 envia CLK (seflal
de reloj) S26 al buffer 21, que es un circuito de excita-
cién, seglin un programa almacenado preliminarmente en la
memoria 243A. El buffer 21 transforma la seflal CLK S25 en
una forma de onda adecuada para el sensor inclinado 22, y
la envia como sefial CLK S21.

[0031]

El principio y la estructura del sensor inclinado 22
para detectar la inclinacién del nivel de liquido de so-
lucién dieléctrica como el cambio de capacidad electros-
tatica ya se conoce, es decir, teniendo dos electrodos y
el convertidor C-V (1) y el convertidor C-V (2) para cada
electrodo, el voltaje de salida V1 y el voltaje de salida
V2 son emitidos por el convertidor C-V (1) y el converti-
dor C-V (2), respectivamente. El angulo de inclinacién se
convierte en voltaje como {V2-V1).

[(0032]

El circuito amplificador 23 como circuito de inter-
faz es un circuito amplificador diferencial compuesto de
dos amplificadores operativos 23A, 23B, y el voltale de
salida V1 del sensor inclinado 22 se alimenta al primer
amplificador operativo de etapa 23A, y el voltaje de sa-
lida V2 del sensor inclinado 22 se alimenta al segundo
amplificador operativo de etapa 23B. La seflal de salida
S23 del circuito amplificador 23 se expresa en la férmula
de salida siguiente.

[0033]

S23 = - [(R1 + 1)/R2] x (V2 - V1) + Vref ... (1)
donde R1 = R2 y R2 = R3.

Aqui, la seflal de salida S23 se regula y envia como
una ganancia que puede ser reconocida por el microordena-
dor monochip 24 seqgin la relacién de Rl y R2. Por ejem-
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plo, se establece en una banda de voltaje de 1 V a 4 V.
El valor absoluto de (V2-V1) cambia seglin una funcién
cuadrética.

[0034]

El microordenador monochip 24 reconoce el &ngulo de
inclinacitén por el programa almacenado preliminarmente en
la memoria 24A y la seflal de salida S23, y envia una se-
flal de salida S24 al circuito de salida 25. El circuito
de salida 25 mueve la carga 26 dependiendo de la sefial de
salida S24.

{0035]

Aqui, la seflal de salida S23 se establece de manera
que sea emitida en un clerto rango de voltaje, y cuando
el sensor inclinado 22 emite V1, V2 anormales y la salida
de la sefal de salida S23 esta4 fuera de la banda de vol-
taje establecida, el microordenador monochip 24 juzga un

-0

problema por el programa almacenado preliminarmente en la
memoria 24A, envia una seflal de averia S25, e ilumina la
lémpara de averia 27 mediante el circuito de salida 25.
[0036]

El sensor inclinado 22 es excitado por la seflal CLK
S21, y cuando la seflal CLK S1 se para (se fija a H o L),
la salida del sensor inclinado 22 (V1-V2) resulta 0 V, ¥y
la sefial de salida S23 resulta Vref seglin la férmula (1).
Es decir, cuando el sensor inclinado 22 es normal, si se
para la seflal CLK S21, se alimenta un voltaje especifico
Vref al microordenador monochip 24.

[0037]

Es decir, cuando el microordenador monochip 24 para
la seflal CLK S26, si el voltaje de la sefial de salida S23
es un valor esperado de Vref, se juzga que la funcién de
sensor es normal, y sl es distinto del valor esperado de
Vref, se juzga que la funcidn de sensor es anormal y ave-
ria.

{0038]
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El sensor inclinado que detecta la inclinacién del
nivel de liquido de la solucién dielé&ctrica como el cam~
bio en la capacidad electrostdtica depende de la sensibi-
lidad a la frecuencia de CLK, y un método de cambiar 1la
sensibilidad variando la frecuencia sin parar el CLK y
obtener un valor esperado se puede considerar suficiente-
mente como un método de diagnéstico de averias.

{0039]

La figura 3 es un diagrama que representa el voltaje
de salida correspondiente a un &nqulo tipico cuando la
salida del sensor inclinado para detectar la inclinacién
de la soluciédn dieléctrica como el cambio en la capacidad
electrostitica es amplificado en un circuito amplificador
diferencial.

[0040]

La figura 4 es un dlagrama que representa la depen-
dencia de la frecuencia cuando la salida del sensor in-
clinado para detectar la inclinacién de la solucidén die-
léctrica como el cambio en la capacidad electrostitica es
amplificado en un circuito amplificador diferencial.
[0041)

Como se ha descrito en la presente memoria, segin la
invencién, la funcién de sensor puede ser verificada por
el programa almacenado en el microordenador monochlp con
anterioridad, y se realiza diagnéstico precoz de averias
de funcionamiento de sensor y el aviso de averia al exte-
rior, y se evita el mal funcionamiento y se mejora la se-
guridad.

[0042]

La invencién no se limita a la realizacién ilustrada
solamente, sino que se puede cambiar y modificar de va-
rias formas seqin el principio de la invenclén, y por lo
tanto estos cambios y modificaciones se incluyen también
en el alcance de la invencién.

{00431
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[Ventajas de la invencién]

Seqin la invencién, puesto que la funcién de sensor
se puede verificar por el programa almacenado en el mi-
croordenador monochip con anterioridad, se realiza diag-
néstico precoz de averias de funcionamiento de sensor y
aviso de averia al exterior.

[Breve descripcién de los dibujos]

La figura 1 es un dliagrama de bloques que representa
un sistema de diagnéstico de averias de funcionamiento de
sensor en una realizacién de la invenciédn.

La figura 2 es un diagrama de bloques que representa
un sistema de diagnéstico de averias de un sensor incli-
nado que detecta una inclinacién de nivel de liquido de
solucién dieléctrica como cambio en la capacidad elec-
trostética en un ejemplo especifico de la invencién.

La figura 3 es un diagrama de caracteristicas de
voltaje de salida correspondientes al é&ngulo del sensor
inclinado en la figura 2.

La figura 4 es un diagrama de caracteristicas de
voltaje de salida correspondientes al &ngulo del sensor
inclinado en la figura 2, mostrando la dependencia de la
frecuencia.

Y la figura 5 es un diagrama de bloques que repre-
senta un sistema de diagnéstico de averias de funciona-
miento de sensor en una técnica anterior.

[Descripcién de los nimeros de referencial

11: circuito de excitacién

12: sensor

13: circuito de interfaz

14, 24: microordenador monochip

14A, 24A: memoria

15, 25: circuito de salida

16, 26: carga

17, 27: lampara de averia

21: circuito buffer (circuito de excitacién)

e M Rary fekad m S E L
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22: sensor inclinado

22A: convertidor C-V (1)

22B: convertidor C-V (2)

22C, 22D: capacidades electrostdticas que cambian
dependiendo de la inclinacién

23: circuito amplificador (circuito de interfaz)

23A: primer amplificador operativo (circuito ampli-
ficador diferencial)

23B: segundo amplificador operativo (circuito ampli-
ficador diferencial)

23C: voltaje de referencia Vref

23D: resistencia Rl

23E: resistencia R2

23F: resistencia R3

23G: resistencia R4

S11: sefial de salida del circuito de excitacién

512: sefial de salida del sensor

S13: sefial eléctrica (sefial digital) del circuito de
interfaz

S14, S24: seflal de salida del microordenador mono-
chip

S15, S25: seflal de averia del microordenador mono-
chip

S16: seflal de excitacién procedente del microordena-
dor monochip

S21: seflal de reloj como seflal de salida del circui-
to buffer

S22-1: voltaje de salida V1

§22-2: voltaje de salida V2

S23: sefial de salida del circuito amplificador

§26: seflal de reloj CLK como seflal de excitacién
procedente del microordenador monochip.
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[ID de documento] RESUMEN
[Resumen]

[(Objeto]

El objeto de la invencién es presentar un sensor ca-
paz de convertir una cantidad fisica en una sefial eléc-
trica y emitirla, sin producir mal funcionamiento de la
carga, incluso en caso de un problema de funcionamiento
del sensor que permite que la seflal de sensor permanezca
dentro del rango de salida de la salida de sensor, y un
método de diagnésticc de averias de funcionamiento de
sensor capaz de controlar la salida alimentando esta se-
flal eléctrica a un microordenador monochip.

[Medios de solucién]

En un método de diagndstico de averias de funciona-
miento de sensor para controlar una salida utilizando un
microordenador monochip 14 que recibe una sefilal eléctrica
de un sensor 12 para convertir una cantidad fisica en la
seflal eléctrica, un circuito de excitacidén 1l para acti-
var el sensor 12 para convertir una cantidad fisica en la
sefial eléctrica es excitado por una sefial de excitacién
enviada desde el microordenador monochip 14.

{Dibujo representativo] Figura 1.
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